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POLOVODICOVE SOUCASTKY ESN
Cast 10: Kmenova specifikace

pro diskrétni souéastky IEC 747-10
a integrované obvody QC 700000
35 8797

Semiconductor devices. Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated circuits

Dispositifs a semiconducteurs. Dixieme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et
les circuits intégrés.

Halbleiterbauelemente. Teil 10: Fachgrundspezification fur diskrete Halbleiterbauelemente und
integrierte Schaltungen.

Tato norma obsahuje IEC 747-10/QC 700000:1991. Tato norma je prelozena z anglického znéni bez
redak¢nich zmén. V pripadé, Ze by vznikl spor o vyklad, pouzije se pdvodni anglické znéni normy.

This standard is translated from the English version without editorial changes. In all cases of
interpretation disputes, the English version applies.

Ceska republika je od 6.6.1993 samostatnym ¢lenem mezinarodniho certifikaéniho systému IECQ a
vykonem Narodniho dohlizeciho inspektoratu systému IECQ byl povéren Elektrotechnicky zkusebni
Ustav - Statni zkuSebna ¢.201. Proto je Ceska norma oznacena i ¢islem QC.

Narodni predmluva

Citované normy
IEC 27-1:1992 zavedena v CSN IEC 27 - 1 Pismenné zna&ky pouZzivané v elektrotechnice (v ndvrhu)
IEC 50 zavedena v CSN 33 0050 Mezinarodni elektrotechnicky slovnik

IEC 68 zavedena v CSN 34 5791 Elektrotechnické a elektronické vyrobky. Zakladni zkousky vlivu
vnéjsich Cinitell prostredi



IEC 68-1:1988 zavedena v CSN 34 5791 ¢ast 1 Elektrotechnické a elektronické vyrobky. Zakladni
zkousky vlivu vnéjsich ¢initelll prostfedi. Cast 1: V3eobecné a navod (eqv IEC 68-1:1988)

IEC 68-2 zavedena v fadé CSN 34 5791 Elektrotechnické a elektronické vyrobky. Zakladni zkousky
vlivu vnéjsich ¢initell prostfedi. Cast 2: Zkousky

IEC 191-1:1966 dosud nezavedena

IEC 191-2:1966 dosud nezavedena

IEC 191-3:1974 dosud nezavedena

IEC 410:1973 zavedena v CSN 01 0254 Statistické prejimka srovnavanim

I[EC 617 zavedena v fadé CSN IEC 617 Grafické znacky pro elektrotechnickéd schémata (01 3390)

I[EC 747-1:1983 zavedena v CSN 35 8797 ¢ast 1 Polovodi¢ové soucastky. Diskrétni soutastky a
integrované obvody. C4st 1: Véeobecnd ustanoveni (idt IEC 747-1:1983)

IEC 747-5:1992 dosud nezavedena
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I[EC 747-11:1985 zavedena v CSN 35 8797 &&st 11 Polovoditové soucastky. Diskrétni soucastky a
integrované obvody. C4st 11: Dil¢i norma pro sou¢astky diskrétni (idt IEC 747-11/ /QC 750000:1985)

I[EC 748-1:1984 zavedena v CSN IEC 748-1 Polovodi¢ové soucastky. Integrované obvody. Cast 1:
VSeobecna ustanoveni (idt IEC 748-1:1984) (35 8798)

I[EC 748-2:1985 zavedena v CSN IEC 748-2 Polovodi¢ové soutastky. Integrované obvody. Cast 2:
Cislicové integrované obvody (idt IEC 748-2:1985) (35 8798)

IEC 748-3:1986 zavedena v CSN IEC 748-3 Polovoditové soucastky. Integrované obvody. Cést 3:
Analogové integrované obvody (idt IEC 748-3:1986) (35 8798)

IEC 748-11:1990 zavedena v CSN IEC 748-11 Polovodi¢ové soucéstky. Integrované obvody. Cast 11:
Dil¢i specifikace pro polovodi¢ové integrované obvody kromé hybridnich obvod( (idt IEC 748-11:1990)
(35 8798)

IEC 749:1984 zavedena v CSN IEC 749 Polovoditové sou¢astky. Mechanické a klimatické zkousky (idt
IEC 749:1984) (35 8799)

IEC QC 001002:1986 Jednaci rad Systému pro urcovani jakosti soucastek pro elektroniku (IECQ) -
pfeklad UNMZ

ISO 1000:1981 zavedena v CSN 01 1300 Z&konné méfici jednotky



ISO 8601:1988 zavedena v CSN EN 28601 Datové prvky a formaty vymény - Vyména informaci -
Reprezentace data a Casu (eqv ISO 8601:1988) (97 8601)

ISO 2859:1989 zavedena v CSN ISO 2859 Statistické prejimky srovndvanim (01 0261)

Dalsi souvisici normy
CSN 35 8720 ¢ast 1 Polovoditové soucastky. Vnéjsi a pfipojovaci rozméry

CSN 35 8720 ¢ast 2: Integrované obvody. Zakladni rozméry

Obdobné mezinarodni, regiondlni a zahrani¢ni normy

BS QC 700000:1991 Harmonized system of quality assessment for electric components. Generic
specification for discrete devices and integrated circuits

Nahrazeni predchozich norem

Touto normou se nahrazuje CSN 35 8797 ¢4st 10 z 29.2.1988. Timto tato norma pozbyvé platnost v
plném rozsahu. Zaroveri se rusi CSN 35 8730 z 7.10.81, CSN 35 88017z 6.3.79, CSN 35 88027z 6.3.79
a CSN 35 8804 z 29.3.85

Porovnani s predchozim vydanim

Do druhého vydani této normy byl doplnén ¢lanek 3.10 Zrychlené zkuSebni postupy a ¢lanek 3.11
Schvalovani zpdsobilosti.

Vypracovani normy
Zpracovatel: SVAS, a. s., Roznov pod Radho$tém, ICO 15503496 - Ing. Dagmar Bala3ova
Nérodni dohlizeci inspektorat (NDI): Elektrotechnicky zkusebni Gstav - SZ 201, ICO 001 481

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing.Jan Vondracek

?Tyto normy budou prevedeny do podnikovych norem TESLA Sezam
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Predmluva



1) Oficialni rozhodnuti nebo dohody IEC, tykajici se technickych otazek zpracovanych technickymi
komisemi, v nichZ jsou zastoupeny vSechny zainteresované narodni komitéty, vyjadruji v nejvétsi
mozné mife mezinarodni shodu v nazoru na predmét, kterého se tykaji.

2) Maji formu doporuceni pro mezinarodni pouziti a v tomto smyslu jsou prejimana narodnimi
komitéty.

3) Na podporu mezinarodniho sjednoceni vyjadfuje IEC prani, aby vSechny narodni komitéty prevzaly
text doporuceni IEC do svych narodnich predpist v rozsahu, ktery narodni podminky dovoluiji.
Jakykoliv rozdil mezi doporuc¢enim IEC a odpovidajicim narodnim predpisem by mél byt pokud mozno
v narodnim predpise jasné vyznacen.

Uvodni ustanoveni
Tato norma byla vypracovana technickou komisi IEC TC 47 PolovodiCové soucastky.

Toto druhé vydani IEC 747-10 nahrazuje prvni vydani z roku 1984,
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Tato norma je kmenovou specifikaci pro polovodi¢ové soucastky: diskrétni soucastky a integrované
obvody (s vyjimkou hybridnich obvodd) v rdmci Systému IEC pro urovani jakosti souc¢astek pro
elektroniku (IECQ).

Text této normy vychazi z téchto dokumentd:

Sestimésiéni pravidlo ! Zpriva o hlasovini Dwvoumeésiéni fizeni Zpriva o hlasovini
47(CONB16 ] 47(CO)818 47(CO)826 47(CO)BaT
4TA(CO)108 _; 47A(CO)111 47TA(CO)112 4TA(CO)119
47(C0)893 47(C0O)928
47A(CO)128 47A(CO)139
47(CO)894 47(C0O)929
47A(COY129 47TA(CO)140
47(CO)961 47(C0O)996
4TA(CO)145 47TA(CO)158
47(C0O)1048 : 4TA(CO)198
47A(CO)172
47(C0O)1092 | 47(C0O)1131
47(C0)1116 47(CO)1188
47A(CO)205 47A(COY235
47(CO)1117 47(CO)1190
47A(CO)206 . 47A(CO)237




UpIné informace o hlasovani jsou uvedeny ve zpravach o hlasovani ve vyse uvedené tabulce.

Cislo QC, uvedené na predni strané této normy, je ¢&islo specifikace v Systému IEC pro uréovani jakosti
soucastek pro elektroniku (IECQ).

1 Predmét normy

Tato norma tvofi soucast Systému IEC pro urcovani jakosti soucastek pro elektroniku (IECQ).

Tato norma je kmenovou specifikaci pro polovodi¢ové soucastky: diskrétni soucastky a integrované
obvody véetné mnohocipovych integrovanych obvodt, ale mimo hybridni obvody.

Definuje obecné postupy pro vyhodnocovani jakosti, pouzivané v systému IECQ a udava vSeobecna
pravidla pro:

- metody méreni elektrickych parametr(;
- klimatické a mechanické zkousky;

- zkousky trvanlivosti.

POZNAMKA - Tato norma musi byt doplnéna schvalenymi diléimi, rodovymi a vzorovymi pfedmétovymi specifikacemi, tam
kde existuji, vhodnymi pro urcité jednotlivé typy soucdstek.

-- Vynechany text --



